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Magisterské studium – obor Řídicí a informační systémy/ 2018
Otázky k státním závěrečným zkouškám z předmětu pro specializaci
[bookmark: _GoBack]Virtuální instrumentace a měření – SMSD, MSJP, MPM, MNIMS

Systémy pro měření a sběr dat. Struktura zásuvných multifukčních karet – jejich architektura, začlenění do OS Windows. A/D a D/A převodníky, jejich principy, základní parametry a módy provozu. Digitální vstupy a výstupy – SW a HW časování, čítače/časovače – parametry a módy provozu. Programovatelné řídicí kontroléry (cRIO) architektura a programování.  Komunikace s měřicími přístroji – druhy rozhraní a jejich parametry, jazyk pro komunikaci s měřicími přístroji, standardizace přístrojových ovladačů  – struktura a začlenění do vývojového prostředí, PXI a VXI měřicí systémy.

Měřicí systémy a jejich programování. Vývojové trendy ve vývoji měřicí techniky, architektury měřicích systémů. SW nástroje pro konfiguraci a tvorbu měřicích systémů, textově orientovaná vývojová prostředí versus graficky orientovaná vývojová prostředí. Možné způsoby ukládání naměřených dat a nástroje managementu naměřených dat. Komunikace s měřicími přístroji, rozhraní, přístrojové ovladače. Principy a metody optické kontroly výrobků. Vývojové prostředí pro tvorbu, ladění a editaci testovacích sekvencí. Systémy měření a řízení v reálném čase LV RealTime. 

Metrologie a přesná měření. Metrologie – náplň a členění oboru, organizace zajišťující výkon metrologie, legální metrologie, etalony, stanovená měřidla, návaznost, kalibrace, konfirmace, kategorizace chyb měření, prostředky eliminace chyb měření, zákon šíření chyb měření, statistická analýza chyb měření, chyba měření versus nejistota měření, standardní nejistota typu A, standardní nejistota typu B, kombinovaná a rozšířená nejistota měření, úplný výsledek měření – pravidla pro zaokrouhlování, kalibrační laboratoř – požadavky, akreditace kalibrační laboratoře, přesná měření s využitím počítače, statistická regulace procesu měření.

Metodika návrhu informačních měřicích systémů. Základní typy měřicích systémů, aplikační oblasti pro měřicí systémy a kdo je vyrábí, základní komponenty měřicích systémů, platformy pro vývoj měřicích systémů – příklady a porovnání. Metodika návrhu měřicího systému, projekt vývoje měřicího systému a jeho fáze, metodika zpracování požadavků zákazníka a způsoby jejich dokumentování, architektura HW části systému, modely životního cyklu SW, SCM – Software Configuration Management, návrhové vzory pro vývoj SW, znovupoužitelnost SW komponent, testování měřicích systémů, dokumentace vývoje informačních měřicích systémů.  
